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读数、测量显微镜检定规程

范围

    本规程适用于分度值不大于0.01 mm,测量范围上限至8 mm的读数显微镜，以及

分度值不大于0.01 mm,测量范围:纵向为 (0一50) mm、横向为 (0一13) mm的测量

显微镜的首次检定、后续检定和使用中检验。

2 引用文献

本规程引用下列文献:

JJF 1001-1998 通用计量术语及定义

JJF 1059-1999 测量不确定度评定与表示

JJF 1094-2002 测量仪器特性评定

JB/T 2369-1993 读数显微镜

JB/T 9339-1999 测量显微镜

使用本规程时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

    读数显微镜和测量显微镜 (以下简称显微镜)都是光学机械式长度计量仪器，读数

显微镜主要作为长度计量仪器中的瞄准定位读数装置，也可单独用于刻线宽度、间距等

长度量的测量;测量显微镜的主要用途是通过影像法以直角坐标或极坐标原理测量零件

的形状尺寸。读数显微镜外形结构如图1、图2、图3所示，测量显微镜外形结构如图4

所示。

图1 读数显微镜外形图之一

    1一物镜;2-测微分划板盒;

3一 目镜;4-测微旋钮;5一照明灯

      图 2 读数显微镜外形 图之二

        1一物镜;2-测微旋钮;3一目镜;

4-测微分划板盒;5一零位调整旋钮;6一照明灯



JJG 571- 2004

    图3 读数显微镜外形图之三

1一镜筒座盘;2-紧固镖钉;3一分划板盒;

        4一 目镜;5-测微鼓轮;

            6-物镜 ;7一 镜筒

            图4 测量显微镜外形图

1一基座;2-纵向测微鼓轮;3, 4一紧固螺钉;5-臂架;

  6一立柱;7-显微镜升降旋钮;8一棱镜座;9一 目镜;

      10-显微镜管;11一玻璃台;12-圆工作台;

            13-横向测微鼓轮;14一反射镜

4 计且性能要求

4.1 圆工作台受径向力时引起的位移

    圆工作台受径向力5N时引起的位移量应不超过0.01 mm.

4.2 玻璃台面与纵、横向滑板移动方向的平行度

    在纵向50 mm长度上应不超过0.04 mm;在横向13 mm长度上应不超过0.01 mm.

4.3 纵、横向滑板移动的直线度

    纵、横向滑板移动的直线度 (以角摆表示)应不大于25"0

4.4 纵、横向滑板移动的相互垂直度

    纵、横向滑板移动的相互垂直度应不超过1 0.003 mm/ 10 mm.

4.5 显微镜升降方向对玻璃台面的垂直度

    显微镜升降方向对玻璃台面的垂直度应不超过5'a

4.6 圆工作台的示值误差

    圆工作台的最大允许误差6'0

4.7 显微镜的示值误差

    最大允许误差见表 1要求。

4.8 回程误差
    最大允许误差见表 1要求。
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表 1 显微镜物镜放大倍数 误差、回程误差和示值误差 的要求

仪器名称 分度值/mm
最大允许误差/tam

物镜放大倍 数 回程误差 示值误差

读数显微镜

0.01 士5 5 10

0.005 士3 2.5 5

0.0025 土1.5 1.5 2.5

0.001 t 0.5 0.5 0.8

0.0005 t 0.3 0.3 0.6

测量显微镜 毛0.01 2
        5+ L/15

(L 测量长度，mm )

5 通用技术要求

5.1 外观

5.1.1 仪器应标有名称、型号、编号、制造厂名称 (或厂标)及m 标志。

5.1.2 仪器工作面应无锈迹、碰伤、明显划痕等缺陷，仪器的涂、镀层应无脱落现象。

5.1.3 光学系统在整个视场内成像应清晰，视场内应无油迹、灰尘、水渍和霉点等影

响使用的疵病。

5.1.4 显微镜测微鼓轮、套管和分划板上刻线应平直、清晰、均匀，无断线和脱漆

(或脱色)现象，数字亦应清晰。

5.1.5 读数显微镜的毫米刻线与十字线之间、0.1 mm刻度尺与螺旋线分划板之间、指

标线与微米刻线之间均应无目力可见的视差。

    后续检定和使用中检验的仪器，允许有不影响计量性能的上述缺陷。

5.2 各部分的相互作用

5.2.1 仪器各活动部分运动应灵活平稳，无卡滞和跳动现象。紧固螺钉的作用应可靠

有效。

5.2.2 测微鼓轮的行程应大于工作行程，在超始和最终位置上均应大于0.3 mm.

5.2.3 测微鼓轮的微分筒锥面内棱边与固定套管刻线面之间的距离应不大于0.4 mmo

5.3 显微镜各刻线间的相对位置

5.3.1 图1、图2结构的读数显微镜指标线与微米刻线应平行，指标线应盖住微米刻度

尺短刻线长度的7/10以上，但不应超过微米刻度尺短刻线的长度。

5.3.2 图 1结构的读数显微镜的微米刻度尺运动方向与刻度尺轴线的平行度应不大于

微米刻度尺短刻线长度的 1/50

5.3.3 图2结构的读数显微镜 0. 1 mm刻度尺与螺旋线分划板之间应无目力可见的歪

斜，当螺旋线对准0.1 mm刻度尺上的0.5 mm刻线时，指标线偏离微米刻度尺零刻线不

超过0.001 mm.
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5.3.4 图3结构的读数显微镜，十字线的竖线应与毫米刻线平行。当十字线竖线对准

毫米刻度尺的零刻线时，测微鼓轮的零位应对准指标线，其偏移量不超过 1/5个分度;

当测微鼓轮转动 100个分度时，十字线竖线应移动到对应刻线位置，其偏移量不超过 1

个分度。

    十字线分划板运动方向与毫米刻度尺轴线的平行度应不大于毫米刻线长度的1/100

5.3.5 图4结构的测量显微镜，当纵向读数装置上测微鼓轮的零线与指标线对准后，

毫米刻线对指标线的偏移量应不超过0. 1 mm;当横向读数装置上微分筒的零线与固定

套管的纵线对准后，微分筒锥面的端面与固定套管毫米刻线右边缘应相切，离线不大于

0.1 mm或压线不大于0.05 mma

5.4 棱镜座转动引起影像的位移

    棱镜座转动引起影像的位移量应不超过视场直径的1/60

5.5 螺旋线分划板中心与回转中心的重合性

    螺旋线分划板中心与回转中心的重合性应无目力可见的偏移。

6 计f器具控制

计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中的检验。

检定条件

1 检定环境条件见表20

                                  表2 检定环境条件

仪器名称 环 境 条 件

读数显微镜

分度值/mm }室温/℃ 室温变化/(̀C/h) 被检仪器在室内平衡温度时间//h

0.01

20士5

石 l

_} 3

0.005

0.0025

0.001

20 t3

0.1X)05

X12测量显微镜 蕊0.01 20 t5

6.1.2 检定设备

    主要检定设备见表 3a

6.2 检定项目

    各检定项目和检定类别见表3.

6.3 检定方法

6.3.1 外观

    目力观察。

6.3.2 各部分相互作用

    4
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表 3 检定项 目、检定类别和主要检定设备

    2级刀口直角尺

分度值为0.01M.,测

量范围 (0一1) mm,  U

二0.2 km ( k二3)专用

玻璃刻度尺;分度值为

0.1 mm,测量范围 (0

一10) mm,               U二0.51m

目力观察和手动试验。其中测微鼓轮微分筒锥面内棱边与固定套管刻线面之间的距

，用塞尺以比较法在微分筒转动一周内均匀分布的四个方位上进行测量。

3.3 显微镜各刻线间的相对位置

离

氏



JJG 571- 2004

    目力观察和手动试验。

6.3.4 棱镜座转动引起影像的位移
    将十字线分划板平放在玻璃工作台面上，借助显微镜的升降旋钮调整显微镜，使目

镜视场内见到清晰的十字线影像。转动棱镜座一周，观察十字线影像的最大位移量作为

测量结果。

6.3.5 圆工作台受径向力引起的位移
    在玻璃工作台面上安置十字线分划板，调整显微镜，使目镜中看到清晰的十字线影

像。转动纵、横向读数装置的测微鼓轮，使十字线影像与目镜中的十字线对准，记下

纵、横向测微鼓轮的读数a，和b,。在圆工作台侧面上加径向力5N，撤掉外力后，转动

测微鼓轮使两十字线再次对准，并记下纵横向测微鼓轮的读数a2和b,。圆工作台受径

向力所引起的位移量 l按式 (1)计算。

                        l封 ( a2一a,)2+( b2一b, )2                                       (1)

式中:a�  a2— 纵向测微鼓轮的读数值，mm;

      b� b2— 横向测微鼓轮的读数值，mmo

6.3.6 玻璃台面与纵、横向滑板移动方向的平行度

    借助表架将千分表固定在显微镜的物镜筒上，调整千分表使其测量轴线垂直于工作

台面。升降显微镜，使表的测头与玻璃台面接触，并指示于行程中间的某一测值。分别

移动纵、横向滑板整个工作行程，观察千分表的示值变化，各方向上示值最大变化量作

为测量结果。

6.3.7 纵、横向滑板移动的直线度
    将被检仪器和自准直仪安装在同一块平板上后，在圆工作台面上安置反射镜。调整

自准直仪和反射镜，使其光轴平行于一滑板移动方向。然后，在整个工作行程内移动该

滑板，分别记下该滑板在水平和垂直两个方位上的最大示值变化量，取最大变化值作为

该移动滑板的角摆。按同样方法测量另一滑板的角摆。

6.3.8 纵、横向滑板移动的相互垂直度

    将四方体平放在玻璃台面上并加以固定，同时借助夹具把杠杆千分表固定在显微镜

物镜筒上，调整杠杆千分表的测量轴线使其与横向滑板移动方向平行。移动横向滑板，

使杠杆千分表测头与四方体的一个工作面接触。调整四方体使该工作面平行于纵向滑板

移动方向，然后改变杠杆千分表的测量方向，使其测量轴线垂直于四方体的相邻工作面

并与之接触。移动横向滑板 10 mm，记下杠杆千分表的示值变化量 a，将其作为测量结

果。

6.3.9 显微镜升降方向对玻璃台面的垂直度

    测量时，将十字线分划板固定在玻璃台面上，升降显微镜直至在目镜中见到清晰的

十字线影像。调整圆工作台，使十字线分划板的十字线与纵横向滑板移动方向平行，转

动纵横向测微鼓轮，使十字线影像与目镜中的十字线对准，记下纵向和横向读数a，和

b,。提升显微镜，将平行平晶放在十字线分划板上，升降显微镜直至目镜中见到清晰的

十字线影像，转动纵横向测微鼓轮，使十字线影像再次与目镜中的十字线对准，记下

    6
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纵、横向读数a2和b2。按式 (2)计算显微镜升降方向对玻璃台面的垂直度。。

3438n J(a2一。，)，+( b2一b,)2
          L (n一1)

(2)

式中:△— 显微镜升降方向对玻璃台面的垂直度，(’);

        L— 平行平晶的尺寸，mm;

        n— 平行平晶的玻璃折射率;

  a,    a,— 纵向读数装置在两个位置上的示值，mm;

  b, , b2- 横向读数装置在两个位置上的示值，mm。

    该项目也可采用满足不确定度要求的其他方法测量。

6.3.10 圆工作台的示值误差

    先将圆工作台的示值对准于零位a.，把刀口直角尺平放在玻璃台面上并调焦。调

整直角尺使其一刃边影像与目镜中十字线的水平线 (或垂直线)平行，然后依次地转动

圆工作台至90o, 180o, 2700，使直角尺的工作刃边影像交替地与目镜中十字线的水平线

(或垂直线)平行，并记下圆工作台的示值ago,  ai8o,  ago。按式 (3)计算各测量点相

对于零位的误差Se。以各点对零位的误差中最大值与最小值的差值为圆工作台的示值

误差。

                              a.= (a一ao)一a,                                  (3)

式中:a— 分别取值900, 1800, 2700a

6.3.11螺旋线分划板中心与回转中心的重合性
    将读数显微镜安装在检定装置上 (见附录图C1)，把专用玻璃刻度尺放在检定装置

的工作台上，调焦至毫米刻线清晰地成像在读数显微镜的视场内，使其中一条毫米刻线

与螺旋线分划板中的辅助圆 (或微米刻线端点)相切并转动螺旋线分划板一周，观察辅

助圆 (或微米刻线端点)与毫米刻线间有无相对位移。

6.3.12 显微镜的示值误差

6.3.12.1 读数显微镜

    分度值为0.0025mm, 0.001mm, 0.0005mm的读数显微镜，用分度值为O.Olmm的专

用玻璃刻度尺测量;分度值为O.Olmm, 0.005mm的读数显微镜，用分度值为0.lmm的

专用玻璃刻度尺测量。

    分度值为0.001 mm和0.0005 mm的读数显微镜，首先将其安装在检定装置上 (见附

录图C.1)，再把刻度尺安放在检定装置的工作台上，调焦使专用玻璃刻度尺的刻线清

晰地成像在读数显微镜的视场内，并使专用玻璃刻度尺轴线与读数显微镜的0. 1 mm刻

度尺轴线平行，按串联形式排列。借助检定装置的工作台使专用玻璃刻度尺的零刻线处

于读数显微镜0.lmm刻度尺的零位，用双刻线 (或螺旋线)正向对准，正向重复读数2

次取平均值记为a,,，然后借助检定装置的工作台移动专用玻璃刻度尺，使0. 12mm刻

线对准读数显微镜的0. 1 mm刻度尺的零刻线，用读数显微镜的双刻线 (或螺旋线)正

向对准专用玻璃刻度尺的零刻线，正向重复读数2次取平均值，记为all。用同样的方

法按表4规定的受检点进行测量记下读数 d ，适当越程后再依次进行反向测量记下读
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数b,。重复上述正反行程测量，又得读数a,和b,,，以正向两次读数 (a,，a2)的平

均值作为第 i测量点正向示值c，取反向两次读数 (b，姚)的平均值作为第 i测量

点反向示值。 则各受检点对起始点的正向或反向示值误差按式 (4)计算:

                          8= 「(c一c)一L]x 1000                        (4)

式中:8— 各受检点的示值误差，11m;

  e; ,。。— 仪器各受检点和零点的正向或反向示值，mm;

      L— 专用玻璃刻度尺在第 i受检点相对零点的实际尺寸，mm.

                                      表 4 受检点分布位置 mm

    对于分度值为0.01mm, 0.005mm, 0.0025mm的读数显微镜，先按前述方法进行安

装调整，使专用玻璃刻度尺的轴线方向与读数显微镜视场中十字线移动方向一致。再将

读数显微镜测微鼓轮的零刻线与指标线大致对准，同时使十字线分划板竖线对准专用玻

璃刻度尺的零刻线，进行正向瞄准记下读数a lo。然后再转动测微鼓轮按表4规定的受

检点移动十字线，并使其竖线正向对准专用玻璃刻度尺上相应刻线，分别记下读数a,。

适当越程后再依次进行反向测量记下读数b,，重复上述正反行程测量又得读数a2‘和

姚。以正向两次读数 (a,，a2)的平均值作为第i测量点正向示值，取反向两次读数

(b,r,久)的平均值作为第i测量点反向示值，则各受检点对起始点的正向或反向示值

误差按式 (4)计算。

    以最大、最小正向示值误差之差作为正向行程示值误差。按同样的方法计算反向行

程示值误差，取正、反行程示值误差中较大值作为测量结果。

6.3.12.2 测量显微镜
    用标准玻璃刻度尺按表4受检点分布要求对纵横向读数装置分别进行测量。

    将标准玻璃刻度尺放在玻璃台面上，转动测微鼓轮使所检坐标方向的示值大致处于

零位。调整刻度尺轴线与纵向移动方向相平行，并使其零线与目镜中的十字线大致对

准。然后正向转动测微鼓轮，使刻度尺的零线与目镜中的十字线对准，记下读数al,

再正向转动测微鼓轮，并依次按表4受检点分布要求使玻璃刻度尺的对应刻线与目镜中

的十字线对准，记下读数a,。适当越程后再依次进行反向测量记下读数b,;，重复上述
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正反行程测量又得读数a2和姚。以正向两次读数 〔a，a2)的平均值作为第i测量

点正向示值c，取反向两次读数 (b,，姚)的平均值作为第 i测量点反向示值。‘，则

各受检点对起始点的正向或反向示值误差按式 (4)计算。

    以仪器纵向各点正向示值误差的最大、最小值之差作为纵向行程的正向示值误差，

按同样的方法计算纵向行程的反向示值误差，取两者中较大值作为纵向行程示值误差。

    在横向行程重复上述测量，得到横向行程示值误差。

6.3.13 回程误差

    取6.3.12中同一测量点正、反向示值之差的最大值作为测量结果。

6.4 检定结果的处理

    按本规程的规定和要求检定合格的读数、测量显微镜，发给检定证书;不合格的发

给检定结果通知书，并注明不合格的项目及相应的检定结果。

6.5 检定周期
    检定周期应根据实际使用情况确定，一般不超过1年。
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附录 A

读数显微镜示值误差检定结果的不确定度分析

A.1 概述

A.1.1 环境条件:检定室的温度 (20士3)'C

A.1.2 测量标准:分度值0.01 mm，测量范围1 mm, U, = 0. 21am专用玻璃刻度尺

A.1.3 被测对象:分度值为0.001 mm的读数显微镜

A.1.4 测量方法:依照本规程6.3.12.1中规定的方法

A.1.5 评定结果的使用:对符合上述条件的测量结果，一般可直接使用本不确定度的

评定结果。

A.2 数学模型

                                    S=u一乙十△ (A.1)

式中:。— 读数显微镜的示值，mm;

      L— 专用玻璃刻度尺的实际尺寸，mm;

      △— 环境温度和玻璃尺线膨胀系数差引人的误差;

      S- 读数显微镜相对于起始点的示值误差。

A.3 方差和灵敏系数:

    由式 (A.1)有:

，，2_s1 aflz，尸
-一u lax,}
    =。}uxll,+。;u呈+。;u:二u岌+u岌+u么

式中:u.— 读数显微镜示值的标准不确定度分量;

      “:— 专用玻璃刻度尺检定结果的标准不确定度分量;

      uo— 环境温度和玻璃尺线膨胀系数差引人的标准不确定度分量。

A.4 计算标准不确定度分量

A.4.1 读数显微镜示值的不确定度分量。。

    15次单向瞄准重复测量实验标准差为0. 14 pm,由于每点示值误差是以4次单向读

数的平均值、测量结果以最大与最小示值误差之差表示的，故

·。=摆·。‘141cm=0.10 Jim
                                  v，二15一]=14

A.4.2 专用玻璃刻度尺的检定值引人的标准不确定度分量UL

    专用玻璃刻度尺的刻线间距检定结果不确定度为0.2 1xm，估计相对不确定度为

10%，则

u,,二
0.2 tm
    3

=o. o7[zm ·:二乏西12x (1 0%)%)Z=’。
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A.4.3 环境温度和玻璃线膨胀系数差引人的标准不确定度分量。△

    由于读数显微镜标尺仅为几毫米，检定用标准玻璃尺为 (0一1) mm测量范围，受

温度影响小，同时读数显微镜标尺和标准玻璃尺均为玻璃材质，其线膨胀系数差小，故

环境温度和玻璃线膨胀系数差引人的标准不确定度分量可忽略不计，即u,, =00

A.5 合成标准不确定度

              u,=丫。岌十。岌+。立二丫0.102+0.072之  0.12 (um)

A.6 有效自由度

L; -_} v,

    0. 120

0.1了 0.07"
一一丁一丁一一 + 二 二—
0.盯
  14

A.7 扩展不确定度

    取95%的置信概率，在有效自由度为27时，查!分布表得X095 (27) = 2.05，故U=

t。二(27) u,=2.05 x 0.12二0.25(lcm)

                                表A.1 不确定度分布一览表

序号 类 别 影响分量戈 误差分布 标准不确定度u (x)灵敏系数}。‘} 自由度，

1 A类 读数重复性 正态分布 0.10 p. 1 14

2 B类 标 准器误差 正态分布 0.07 pm 1 50

    检定结果扩展不确定度与读数显微镜的示值误差比值 U/8 = 0.25/0.8二0.31，小于

三分之一。因此，上述检定方法可行。
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附录 B

测量显微镜示值误差检定结果的不确定度分析

B.1

B.1.1

8.1.2

概述

  环境条件:检定室的温度 (20士3) ̀C

B.1

B.1

测量标准:分度值1 mm，测量范围100 mm, Ugg = 1 tm二等玻璃线纹尺

被测对象:分度值为0.01 mm的测量显微镜

测量方法 (依据本检定规程):

    依照规程6.3.12.2中规定的方法进行测量。

B.1.5 评定结果的使用

    对符合上述条件的测量结果，一般可直接使用本不确定度的评定结果。

B.2 数学模型

                                    S=a一L+zi                               (B.1)

式中:a— 读数显微镜的示值，mm;

      L— 专用玻璃刻度尺的实际尺寸，mm;

      乃— 环境温度和玻璃尺线膨胀系数差引人的误差;

      S— 读数显微镜相对于起始点的示值误差。

B.3 方差和灵敏系数

    由式 (B.1)有:

黔匀

u毛=czc, u卜 c圣u呈+c互u委=。飞+。飞+。飞
式中:“。— 读数显微镜示值的不确定度分量;

“:— 专用玻璃刻度尺检定结果的不确定度分量;

。△— 环境温度和玻璃尺线膨胀系数差引人的不确定度分量。

B.4 计算标准不确定度分量

B.4.1 测量读数重复性的标准不确定度分量 u4

    对同一刻线进行15次重复瞄准测量的实验标准差为0.8[Lm，由于示值误差是以2
次单向读数的平均值来计算的，所以

·=一六·0. 801m=0.57[Lm
                              ，、=15一1=14

B.4.2 标准玻璃线纹尺示值的不确定度分量“*

    玻璃线纹尺的检定极限误差1.01cm，相对不确定度为10%，按正态分布，则

                            u,=1.0/3=0.33 (Nm)

，= 上一二=50
    2x (IU% )-
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B.4.3 温度和线膨胀系数差的修正量产生的不确定度分量 u,

B.4.3.1 测量显微镜标尺与标准玻璃线纹尺的线膨胀系数差产生的不确定度分量 u�

    线膨胀系数差的测量不确定度在11x10-“的范围内服从均匀分布，Al =5 ̀C，估计

相对不确定度为 10%，测量长度为50 mm时，则

                    uli=50 x5 x1.0 x10一b /}/ 3=0.14 (11m)

，.=一 土一一=50
      2x (10% )-

B.4.3.2 测量显微镜标尺与标准玻璃线纹尺的温度差产生的不确定度分量u'=
    等温后，仪器与玻璃尺的温度差估计在士1℃范围内服从均匀分布，相对不确定度

为20%，则

                    uo2=50 x 10.5 x 10一“x 1/万=0.30 (um)

2x
V- =二 瓜二二丁又 =12

(20

u,=了“2uvi+。zu o2=0. 33um

，= ua = 0一一33'一=17
    u;�   uo2 0.14"   0.30"

      I'll  11-        -)V        I/

B.5

B.6

合成标准不确定度

        u=了u支+u岌+“立=,/0.572+0.332+0.332=0.73 (tm)
有效自由度

          u0               0.730
V-,= — = — = j4

      S'   u',   u;    0.57' . 0.33'   0.33'
        — + — +— J一石了一 十 11 十 不干
        卜厅 vi.   V,       t咔 Jv      ii

B.7 扩展不确定度

    取95%的置信概率，在有效自由度为34时，查 t分布表得‘95=(34)=2.03，故

                      U=t0-95 ( 34) u=2.03 x 0.73=1.5 (lcm)
                                  表 B.1 不确定度分布一览表

序 号 类别 影响分量气 误差分布 标准不确定度“(x) 灵敏系数!c，} 自由度，.

1 A类 读数重复性 正态分布 0.57 1- 1 14

2 B类 标准器误差 均匀分布 0.33 1<m 1 50

3 B类
温度和线膨胀

    系数差
均匀 分布 0.33 lim 1 17

    检定结果扩展不确定度与测量显微镜的示值误差比值 U/B = 1.5/8.3二0.18，小于

三分之一。因此，上述检定方法可行。
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附录 C

检定螺旋线分划中心与其回转中心重合性的检定装置

    读数显微镜的检定装置可用光切显微镜去掉测量臂架，换上立式光学计的臂架组

成。检定装置亦可用其他仪器组成，但必须具备可作纵、横向移动的工作台和用于安装

读数显微镜的臂架。

                                  图 C.1

1一底座;2-臂架 3一立柱;4一读数显微镜;5一标准玻璃刻度尺;6一二维工作台
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附录 D

检定证书和检定结果通知书内页格式

D.1 检定证书内页格式

检 定 结 果

温度 ; 相对湿度 : %

序号 主要检定项目 检定结果

1 读数显微镜示值误差

2 测量显微镜纵横向滑板移动的纵横向滑板移动的直线度

3 测量显微镜纵横向滑板移动的相互垂直度

4 测量显微镜圆工作台的示值误差

5 测量显微镜

示值 误差

纵向示值误差

横向示值误差6

7 回程误差

检定依据:JJG571-2004读数、测量显微镜

D.2 检定结果通知书内页格式

    具体要求同D.1，并指出不合格项目。

    检定结果:应给出量化的值 (不要简单给 “不合格”三字)


